
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　試験槽内中央に垂直に人工光源を配し、当該人工光源の周囲に試料及びブラック温度セ
ンサを懸架した試料枠を有し、かつ、前記ブラック温度センサによって速度制御して試験
槽下部から上部へ向かう風を試験槽内全体に送る全体用ブロアと、試験槽内に設けた測温
体によって制御する冷凍機及びヒータと、湿度センサによって制御する加湿器とによって
、ブラックセンサ温度並びに槽内温度及び湿度の制御を行う耐候光試験装置であって、

（１）（Ａ）ヒータを有する熱風通路及び冷却器を有する冷風通路を吐出口に配し、試験
槽下部から上部へ向かう風を試料表面に送る、部分用ブロア、
　　　（Ｂ）上記熱風通路と冷風通路とを選択的に風を送る空調弁、
　　　（Ｃ）試料ホルダに設けた試料面温度制御用温度センサ
　　　を備えた試料面温度精密制御手段を有し、

ことを特徴とする耐候光
試験装置。
【請求項２】
　前記試料面温度精密制御手段が試料ホルダごとに有り、前記試料面温度制御用温度セン
サが試料ホルダの中央部にあり、前記部分用ブロア及び前記空調弁が試料枠下部に有るこ
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色
や素材による蓄熱作用の違いに起因する試料の光による劣化と熱による劣化を精査に知る
ために、

かつ、
（２）ブラック温度センサ下部に風除け手段を設け、
試料面温度とブラックセンサ温度と槽内温度とを個別に制御する



とを特徴とする請求項１記載の耐候光試験装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、試験槽内中央に垂直に人工光源を配し、当該人工光源の周囲に試料及びブラ
ック温度センサを懸架した試料枠を有し、かつ、前記ブラック温度センサによって速度制
御して試験槽下部から上部へ向かう風を試験槽内全体に送る全体用ブロアと、試験槽内に
設けた測温体によって制御する冷凍機及びヒータと、湿度センサによって制御する加湿器
とによって、ブラックセンサ温度並びに槽内温度及び湿度の制御を行う耐候光試験装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、耐候光試験装置における温度制御は、槽内温度に対して、又は、ブラックセンサ
温度及び槽内温度に対して行われていた（例えば、非特許文献１参照）。槽内温度に対し
てのみの温度制御より、ブラックセンサ温度及び槽内温度に対しての温度制御の方が、精
密に制御できる。
【非特許文献１】耐候候と色彩（改訂版）、須賀長市、１９８８年、共同印刷株式会社、
ｐ８３
【０００３】
　従来の耐候光試験装置における温度制御では、ブラックセンサ温度が試料表面温度を代
表するとして扱われてきたが、実際には、試料表面温度は、色や素材により様々で、ブラ
ックセンサ温度と異なる場合が多く、したがって、色や素材が異なるものでは、光による
劣化度合いの優劣と熱による劣化度合いの優劣を独立して比較できないという問題があっ
た。これは、色や素材により、蓄熱作用に違いがあることによる。なお、ブラック温度セ
ンサには、ブラックパネル温度センサとブラックスタンダード温度センサがある。また、
ブラック温度センサの代わりに、ブラックパネル温度計やブラックスタンダード温度計を
用いて、手動で温度制御する場合もあるが、同様の問題があった。
【０００４】
　また、１回の試験で、色や素材が異なる試料に対し、一定の試料表面温度で試験した場
合の耐候光性を知りたい場合、すなわち、光による劣化の度合いの優劣のみ比較したい場
合、従来の耐候光試験装置では、対応できないという問題があった。
【０００５】
　また、１回の試験で、同じ色で同じ素材の試料に対し、光や槽内温度は一定のままで、
異なる試料表面温度で試験した場合の耐候光性を知りたい場合、すなわち、熱による劣化
の度合いの優劣のみ比較したい場合もあるが、従来の耐候光試験装置では、対応できない
という問題があった。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　解決しようとする問題点は、光による劣化度合いの優劣と熱による劣化度合いの優劣を
独立して比較できない点である。
【０００７】
　したがって、本発明の目的は、光による劣化と熱による劣化を分けて正確に測定できる
耐候光試験装置を提供することにある。本発明者らは、上記の目的を達成するために鋭意
研究を重ねた結果、試行錯誤の上、本発明を完成するに至った。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明の耐候光試験装置は、試験槽内中央に垂直に人工光
源を配し、当該人工光源の周囲に試料及びブラック温度センサを懸架した試料枠を有し、
かつ、前記ブラック温度センサによって速度制御して試験槽下部から上部へ向かう風を試
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験槽内全体に送る全体用ブロアと、試験槽内に設けた測温体によって制御する冷凍機及び
ヒータと、湿度センサによって制御する加湿器とによって、ブラックセンサ温度並びに槽
内温度及び湿度の制御を行う耐候光試験装置であって、

（１）（Ａ）ヒータを
有する熱風通路及び冷却器を有する冷風通路を吐出口に配し、試験槽下部から上部へ向か
う風を試料表面に送る、部分用ブロア、（Ｂ）上記熱風通路と冷風通路とを選択的に風を
送る空調弁、（Ｃ）試料ホルダに設けた試料面温度制御用温度センサ、を備えた試料面温
度精密制御手段を有し、

ことを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明の耐候光試験装置は、前記試料面温度精密制御手段が試料ホルダごとに有
り、前記試料面温度制御用温度センサが試料ホルダの中央部にあり、前記部分用ブロア及
び前記空調弁が試料枠下部に有ることが好ましい。
【００１０】
　本発明の耐候光試験装置は、より好ましくは、前記試料面温度精密制御手段が人工光源
下部にあり、ブラック温度センサ下部に風除けを設けることにより、試料表面に試料面温
度精密制御手段からの風があたり、ブラック温度センサには前記風が当たらないようにし
てある。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の耐候光試験装置は、上述したとおりであるので、光による劣化と熱による劣化
を分けて正確に測定できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　試料面温度とブラックセンサ温度と槽内温度を個別に制御する手段を有し、試料の光に
よる劣化と熱による劣化を精査に知ることができる。
【００１３】
　より具体的には、試験槽内中央に垂直に光源を配し、光源の周囲に試料及びブラック温
度センサを懸架した試料枠を有し、ブラックセンサ温度並びに槽内温度及び湿度の制御手
段、そして試料面温度精密制御手段を有する。ブラック温度センサとしては、ブラックパ
ネル温度センサや、ブラックスタンダード温度センサを用いる。光源としては、メタルハ
ライドランプ、紫外線カーボンアークランプやキセノンランプ等の人工光源を用いる。
【００１４】
　試料面温度精密制御手段は、部分用ブロアと空調弁と試料面温度制御用温度センサを有
するものである。部分用ブロアは、ヒータを有する熱風通路及び冷却器を有する冷風通路
を吐出口に配し、試験槽下部から上部へ向かう風を試料表面に送る。空調弁は、熱風通路
と冷風通路とを選択的に風を送る。精密制御用温度センサは、試料ホルダに設けてある。
【００１５】
　ブラックセンサ温度並びに槽内温度及び湿度の制御手段は、全体用ブロアと冷凍機及び
ヒータと加湿器を有するものである。全体用ブロアと冷凍機及びヒータと加湿器は、試験
槽に隣接する調温調湿室に設置する。冷凍機及びヒータと加湿器で調温調湿された空気が
全体用ブロアで試験槽内に送られる。全体用ブロアは、ブラック温度センサによって速度
制御して試験槽下部から上部へ向かう風を試験槽内全体に送る。冷凍機及びヒータは、試
験槽内に設けた測温体によって制御される。加湿器は、湿度センサによって制御する。
【実施例１】
【００１６】
　図１は、本発明の耐候光試験装置の実施例１の構成図である。
【００１７】
　図１に示した耐候光試験装置（１）は、試験槽（２）内中央に垂直にメタルハライドラ
ンプを光源（３）として配し、光源の周囲に試料（４）及びブラックパネル温度センサ（
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色や素材による蓄熱作用の違いに
起因する試料の光による劣化と熱による劣化を精査に知るために、

かつ、（２）ブラック温度センサ下部に風除け手段を設け、試料
面温度とブラックセンサ温度と槽内温度とを個別に制御する



５）を懸架した試料枠（６）を有し、冷凍機（１８）及び第一のヒータ（８）と加湿器（
２０）で調温調湿された空気を全体用ブロア（１６）で試験槽内に送ることによりブラッ
クパネルセンサ温度並びに槽内温度及び湿度を制御し、そして、試料面温度精密制御手段
として部分用ブロア（１３）と空調弁（１４）と試料面温度制御用温度センサ（１５）を
有する。
【００１８】
　部分用ブロア（１３）は微風を試料表面に送る。風速が早すぎると、風の影響により、
光や熱の劣化を正確に測定できないおそれがあるので、風速０．１ｍ／秒以下が適当であ
る。しかし、強風条件で使用される試料については、実条件にあった風を送風することが
好ましい。風の温度は、試料ホルダ（７）に設けた試料面温度制御用温度センサ（１５）
で得られた試料表面温度が所望の温度になるように調節される。部分用ブロア（１３）の
吐出口には、第二のヒータ（９）を有する熱風通路（１０）及び冷却器（１１）を有する
冷風通路（１２）が配されており、空調弁（１４）により一方の通路を選択して温め又は
冷やした空気が試料に送られる。
【００１９】
　本発明の実施例１は、部分用ブロアからの調温した風は、継ぎ手（２４）、ロータリー
ジョイント（２１）を通って、試料枠（６）の回転と共に回転するしくみを有するリング
（２６）に設けた複数個の噴出穴（２７）から試料表面に供給される。風を送りたくない
試料ホルダに対応した部分は噴出穴（２７）をふさぐことで、送風しないようにできる。
【００２０】
　例えば、試料面温度制御用温度センサ（１５）で感知した試料表面温度が所望の温度よ
り低い場合、第二のヒータ（９）がＯＮとなり、空調弁（１４）は熱風通路（１０）を「
開」、冷風通路（１２）を「閉」とするように制御される。部分用ブロア（１３）により
、試験槽下部から上部へ向かう風は、ヒータで温められ、試料に送られる。一方、試料面
温度制御用温度センサ（１５）で感知した試料表面温度が所望の温度より高い場合、冷却
器（１１）がＯＮとなり、空調弁（１４）は冷風通路（１２）を「開」、熱風通路（１０
）を「閉」とするように制御される。部分用ブロア（１３）により、試験槽下部から上部
へ向かう風は、冷却器で冷やされ、試料に送られる。
【００２１】
　一方、槽内温度は、試験槽内に設けた測温体（１７）によって測定され、調温調湿室（
２５）の冷凍機（１８）及び第一のヒータ（８）で温度調節された空気が、全体用ブロア
（１６）により、試験槽下部から上部へ向かう風を試験槽内全体に送られることによって
調整される。また、ブラックパネルセンサ温度は、全体用ブロア（１６）の速度制御によ
り調整される。ブラックパネル温度センサの代わりにブラックスタンダード温度センサを
用いても良い。ブラックパネルセンサ温度が、所望の温度より高ければ、ブロア速度を速
くし、所望の温度より低ければ、ブロア速度を遅くする制御がされる。槽内の湿度は、湿
度センサ（１９）によって測定され、加湿器（２０）のＯＮ－ＯＦＦにより制御される。
【００２２】
　よって、本発明の耐候光試験装置の実施例１によれば、試料面温度とブラックパネルセ
ンサ温度と槽内温度を個別に制御することができ、光による劣化と熱による劣化を分けて
正確に測定できる。
【００２３】
　また、均一な風を試料に送ることができ、また、ブラックパネル温度センサがある個所
に風を送らないことで、微細な試料面温度調整ができるという利点がある。
【実施例２】
【００２４】
　図２は、本発明の耐候光試験装置の実施例２の構成図である。本発明の実施例２は、部
分用ブロア（１３）からの調温した風は、中空軸（２３）を通って、試料枠の回転が回転
しても、一定位置にある試料表面に供給される点で本発明の実施例１と異なる。本発明の
実施例２では、部分用ブロア（１３）のからの風は、出口が一箇所で、試料枠（６）の回
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転により全試料に満遍なく風を送ることができる。なお、その他の点は上記実施例１と同
様である。
【００２５】
　よって、本発明の耐候光試験装置の実施例２によれば、試料面温度とブラックパネルセ
ンサ温度と槽内温度を個別に制御することができ、光による劣化と熱による劣化を分けて
正確に測定できる。
【実施例３】
【００２６】
　図３は、本発明の耐候光試験装置の実施例３の構成図である。本発明の実施例３では、
ブラックパネル温度センサ（５）下部に風除け（２２）を設けてある点が本発明の実施例
２と異なる。したがって、試料（４）表面に試料面温度精密制御手段からの風があたり、
ブラックパネル温度センサ（５）には前記風が当たらない。なお、その他の点は上記実施
例２と同様である。
【００２７】
　本発明の実施例３では、本発明の実施例２が有する利点のほかに、ブラックパネル温度
センサがある個所に風が当たらないので、より微細な試料面温度調整ができるという利点
がある。
【実施例４】
【００２８】
　図４は、本発明の耐候光試験装置の実施例４の構成図である。本発明の実施例４では、
試料面温度精密制御手段が試料ホルダ（７）ごとに有る点が本発明の実施例２と異なる。
なお、各試料ホルダに対する試料面温度制御用温度センサ（１５）が、試料ホルダ（７）
の中央部にあり、また、各試料ホルダに対する部分用ブロア（１３）及び空調弁（１４）
が各試料枠下部に有る。なお、その他の点は上記実施例２と同様である。
【００２９】
　本発明の実施例４では、本発明の実施例２が有する利点のほかに、１回のテストで、試
料ごとに異なる試料面温度における試験を行うことができるという利点がある。
【実施例５】
【００３０】
　本発明の耐候光試験装置の実施例５は、部分用ブロアからの風が、中空軸内ではなく、
試験槽底部を突き抜けた通路を通って試料に供給される点が本発明の実施例２と異なる。
なお、その他の点は上記実施例２と同様である。
【００３１】
　本発明の耐候光試験装置の実施例５は、試料枠を回転させない場合、或いは試料枠を下
支えしない場合に有用である。
【００３２】
　本発明の耐候光試験装置の実施例５によれば、試料面温度とブラックパネルセンサ温度
と槽内温度を個別に制御することができ、光による劣化と熱による劣化を分けて正確に測
定できる。
【産業上の利用可能性】
【００３３】
　本発明の耐候光試験装置の利用は、試料の物理的又は化学的性質の測定及び理解に役立
ち、さらに、光や熱に対して様々な特性を有する材料の開発や製造に役立つ。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明の耐候光試験装置の実施例１の構成図である。
【図２】本発明の耐候光試験装置の実施例２の構成図である。
【図３】本発明の耐候光試験装置の実施例３の構成図である。
【図４】本発明の耐候光試験装置の実施例４の構成図である。
【符号の説明】
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【００３５】
　１　　耐候光試験装置
　２　　試験槽
　３　　光源
　４　　試料
　５　　ブラックパネル温度センサ
　６　　試料枠
　７　　試料ホルダ
　８　　第一のヒータ
　９　　第二のヒータ
　１０　　熱風通路
　１１　　冷却器
　１２　　冷風通路
　１３　　部分用ブロア
　１４　　空調弁
　１５　　試料面温度制御用温度センサ
　１６　　全体用ブロア
　１７　　測温体
　１８　　冷凍機
　１９　　湿度センサ
　２０　　加湿器
　２１　　ロータリージョイント
　２２　　風除け
　２３　　中空軸
　２４　　継ぎ手
　２５　　調温調湿室
　２６　　リング
　２７　　噴出穴
【要約】
【課題】光による劣化と熱による劣化を分けて正確に測定できる耐候光試験装置を提供す
ること。
【解決手段】（１）（Ａ）ヒータを有する熱風通路及び冷却器を有する冷風通路を吐出口
に配し、試験槽下部から上部へ向かう風を試料表面に送る、部分用ブロア、
　　　（Ｂ）上記熱風通路と冷風通路とを選択的に風を送る空調弁、
　　　（Ｃ）試料ホルダに設けた試料面温度制御用温度センサ
　　　を備えた試料面温度精密制御手段を有し、
（２）試料面温度とブラックセンサ温度と槽内温度を個別に制御することにより、試料の
光による劣化と熱による劣化を精査に知ることができる。
【選択図】図１
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【 図 １ 】
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【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】
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